附3．光学与电子信息学院（系）   硕士  研究生课程简介
	课程名称：现代分析测试技术
	课程代码：182.607

	英文名称：Modern Analysis and Measurement Techniques of Surface

	课程类型：□高水平课程  □国际化课程  □高水平国际化课程  ■一般课程

	课程类别：□一级学科基础程  □二级学科基础课程  ■专业课程

	考核方式：课程论文

	 教学方式：讲授+专题研讨
	适用层次： 硕士 ■      博士□ 

	开课学期： 秋季
	总学时/讲授学时：32/32
	学分：2

	适用专业：微电子学与固体电子学，材料物理与化学，半导体芯片系统设计与工艺

	课程组教师姓名
	职  称
	专  业
	年  龄
	学术专长

	江建军
	教授
	微电子学与固体电子学
	50
	微电子学与固体电子学

	别少伟
	副教授
	微电子学与固体电子学
	42
	微电子学与固体电子学

	
	
	
	
	

	课程教学大纲：
教学大纲（章节目录）：
    现代分析测试技术是一门对物质表面微结构和性能表征，融物理、表面科学、微电子学，固体电子学等多学科交叉综合课程。现代科学测试仪器的进步，提高了定量测量的水平，并提供了丰富的试验数据，为表面理论和技术研究提供了条件保障。开展对微电子工艺控制，在基片清洗工艺的检查、掺杂和扩散过程研究、外延生长、薄膜工艺、图象刻蚀、 互连接等微电子学应用中，实现平面工艺及其薄膜生长质量观测，对纳米水平乃至分子水平的材料与器件研究有重要意义。以原子、分子为起始物进行材料合成，并在微观尺度上控制其结构，是现代先进材料合成技术的重要发展方向。借助计算机技术沟通理论与实验资料，提供表面信息至关重要。因此，学习和掌握该领域最新技术，将为功能材料等新材料理论研究与设计奠定实验基础，为从事表面科学理论与技术研究奠定基础。
第一章
表面分析导论（4学时）

1．
表面分析技术

2．
固体的表面与界面结构

第二章
电子束研究方法及其应用（4学时）

1．
低能电子衍射LEED 技术

2．
高能电子衍射RHEED技术

第三章
广延X射线吸收精细结构技术（4学时）

1．EXAFS 原理

2．EXAFS应用

第四章
扫描隧道显微镜和原子力显微镜（4学时）

1．
STM技术

2． AFM技术

第五章 X光电谱和俄偈谱分析（4学时）

1．
XPS分析技术

2．
AES分析技术

第六章
离子束研究方法及应用（4学时）

1．
离子散射谱ISS

2．
二次离子质谱SIMS

第七章  光谱技术（4学时）

1.
Raman技术

2.
IR技术

3.
其它

第八章  基于计算模拟的微观分析方法（4学时）

1．
电子能谱数据处理FFT

2．
曲线拟合CF方法


	使用教材：  

Lenonard C Feldman, James W. Mayer. Fundamentals of surface and Thin Film Analysis. New York: North-Holland, 1986


	主要参考书：

[1] 陆家和等. 表面分析技术.  北京：电子工业出版社，1987

[2] 周玉. 材料分析方法.  北京：机械工业出版社，2000

[3] Woodruff D P, Delchar T A. Modern techniques of Surface, Oxford: Cambridge University Press, 1990

[4] 白春礼. 扫描隧道显微术及其应用. 北京：科学出版社

[5] 江建军. LabVIEW程序设计教程. 北京:电子工业出版社，2008



	该课程所属基层教学组织（教研室、系）专家小组意见：（该课程是否适合硕士、博士研究生培养的需要？是否与本科生课程重复？是否有稳定的课程组和授课教师队伍？）
专家组长
专   家                                                      年     月      日


